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F-Camera mini

Oberflachenreinheit d
Beschichtungen inling pruten

Hochauflosend, schnell und robust

Geringste Verunreinigungen auf Kontaktflachen sind ein Problem bei der Produk-
tion hochintegrierter Bauteile wie zum Beispiel Leiterplatinen. Die hochgenaue
Prifung von Oberflachenreinheit und Beschichtungen ist daher entscheidend fur die
Qualitat der Bauteile. Das Prufsystem F-Camera mini inspiziert Oberflachen in der
Produktion mit einer Auflésung im Mikrometerbereich.

Einsetzbar fiir groBe Bandbreite an
Oberflachen

Die F-Camera mini ermdglicht die sehr empfind-
liche bildgebende Inline-Prifung von Bauteil-
oberflachen. Verunreinigungen oder die Qualitat
von Beschichtungen detektiert das Prifsystem im
Sekundentakt mit einer Aufldsung im Mikro-
meterbereich. Dank Fluoreszenz-Messtechnik
erkennt das System organische Substanzen auf
Oberflachen besonders sensitiv: Filmische Ver-
unreinigungen bis hinunter zu wenigen 10 nm
Dicke werden zuverlassig detektiert.

Quantitative Messung
Eine Beleuchtungseinheit mit mehreren hochleis-

tungsfahigen UV-LEDs sorgt fir die Anregung
der Fluoreszenz. Organische Substanzen wie

zum Beispiel filmische Verunreinigungen und
organische Beschichtungen auf einem metalli-
schen Bauteil leuchten unter diesem Licht hell im
sichtbaren Spektralbereich. Durch Herausfiltern
des Anregungslichts werden die Beschichtungen
auf den Oberflachen sichtbar. Die Intensitat des
Fluoreszenzsignals ist proportional zur Dicke des
detektierten Belags, was eine Quantifizierung
der Daten erlaubt. Mit einer nachgeschalteten
Bildauswertung kénnen KenngréBen ausgege-
ben werden, die eine Bewertung der Oberflache
im Sinne einer Qualitatssicherung erméglichen.

Messergebnisse innerhalb einer
Sekunde

Die F-Camera mini inspiziert mit einer Aufnah-
me eine Flache von 18 mm x 14 mm (2,5 cm?2)
mit einer Auflésung von einigen 10 um und

Dank ihres kompakten Designs
und hoher Bildraten lasst sich
die F-Camera mini in die Pro-

duktionslinie integrieren.

Vorteile

= Reinheitsprifung im
Produktionstakt

= Quantitative Priifung von
Beschichtungen

= |nspektion mit
Mikrometer-Auflésung

= Geeignet fur Integration in
die Produktionslinie

= Einsetzbar in rauen
Umgebungen
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kann somit auch lokal eingegrenzte filmische Verunreinigun-
gen sehr gut erkennen. So kénnen beispielsweise Kontaktpads
elektronischer Platinen auf Flussmittelreste oder Klebeflachen
auf Riickstande von Olen und Fetten untersucht werden. Bild-
feld und Bildauflésung kénnen an die jeweilige Fragestellung
angepasst werden.

Die hohe Bildrate von 20 Hz ermdglicht eine prozessintegrierte
Qualitatskontrolle von Bauteiloberflachen. Die Messergebnisse
liegen innerhalb einer Sekunde vor. So kdnnen fehlerhafte Bau-
teile im Produktionstakt erkannt und rechtzeitig die passenden
KorrekturmaBnahmen durchgefiihrt werden.

Insbesondere Bauteilsegmente mit besonders hohen Sauber-
keitsanforderungen kénnen inline mit der nétigen Genauigkeit
inspiziert werden — z. B. solche, bei denen im nachfolgenden
Prozessschritt Fligeprozesse stattfinden oder eine elektrische
Isolation erforderlich ist.

Kompakt und robust

Die F-Camera mini zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise
aus, die eine Integration des Messkopfs in die Linie ermdglicht.
Aufgrund sehr kurzer Belichtungszeiten von wenigen Milli-
sekunden kénnen auch Teile in Bewegung oder Bandprozesse
mit Geschwindigkeiten bis zu 1 m/s inspiziert werden. Durch
Zusammenflgen der Einzelbilder ist hier auch eine llickenlose
Inspektion in Bandrichtung maglich.

Die optischen Komponenten des Systems sind in einem robus-
ten Gehause gekapselt, das bei Bedarf durch eine zusatzliche,
luftgeklhlte Umhausung umschlossen werden kann. Damit

ist der Betrieb des Sensors in rauen Umgebungsbedingungen
moglicht — z. B. bei hohen Temperaturen oder in Atmospharen
mit Ol- oder Losungsmitteldémpfen, wie sie beispielsweise in
der Metall- oder Holzverarbeitung Ublich sind.

Technische Daten

Bildfeld 18 x 14 mm?
Pixelauflosung 9 pm
Anregungswellenlange 365 nm
Detektionswellenlangen > 420 nm
Bildrate 20 Hz
Belichtungszeit typ. 1-5ms

Abmessungen Hohe: 200 mm, Durchmesser: 120 mm
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